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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il reflete bien 1’état
actuel de la technique.

Les renseignements relatifs a ce travail de révision, a I’établisse-
ment des éditions révisées et aux mises & jour peuvent étre obtenus
auprés des Comités nationaux de la CEI et en consultant les docu-
ments ci-dessous: .

@® Bulletin de 1a CEI

@® Rapport d’activité de la CEI

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

® 1EC Bulletin

Report on IEC Activities

Publjé annuellement

@ Catajogue des publications de la CEI
Publjé annuellement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera p la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique |International (V.E.I.), qui est établie sous forme de
chapitres |séparés traitant chacun d’un sujet défini, 1'Index
général éfant publié séparément. Des détails comple :
V.E.I. pepvent étre obtenus sur demande.

Les termes et définitions figurant dans la présente publicatio
ont été sojt repris du V.E.I., soit spécifiquement approuvés aux
fins de cetfe publication.

Pour I? symboles g i
d’usage ggnéral approuwg

— la Puplication 27 de Ja
en élg e

— la Puplicatio:
mandés.

Les sym
ont été sqgit repris de

spécifiqueinent approuyés aux fins de cette publication.

Autres . e A
Comité d’Etudes

L’attention du lecteur est attirée sur les pages 3 et 4 de la cou-
verture, qui énumerent les autres publications de la CEI préparées
par le Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.

Published yearly

@  Catalogue of IEC Publcatiens

ed to IEC Publi-
cabulary (I.E.V.),
pters each dealing
hg published as a
ill be supplied on

ahd definitions contained in the fgresent publication
&¢ither been taken from the I.E.V. or haye been specifically
=d for the purpose of this publication]

*

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols a;Ed signs approved
by the IEC for general use, readers are referred to:

— 1EC Publication 27: Letter symbols to b¢ used in electrical
technology ;

— TEC Publication 117: Recommended gfaphical symbols.

The symbols and signs contained in the pfesent publication
have either been taken from IEC Publicatigns 27 or 117, or
have been specifically approved for the purpose of this publi-
cation.

e same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to pages 3 and 4 of the cover,
which list other I E C publications issued by the Technical Com-
mittee which has prepared the present publication.


https://iecnorm.com/api/?name=08c0f1f67e889d9fb05302a7525744bc

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
NORME DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
IEC STANDARD

Publication 512-2 A
1980

Ca

Deuxie

and voltage stress tests

Mots clés: Key words: electromechanical components

requirements, testing, crimp barrels,
crush resistance of the insulant]
electric strength.

Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved
Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni utilisée sous No part of this publication may be reproduced or utilized in any

quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou méca- form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying
nique, y compris la photocopie et les microfilms, sans I'accord écrit de Péditeur. and microfilm, without permission in writing from the publisher,

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale
1, rue de Yarembé
Benéve, Suisse


https://iecnorm.com/api/?name=08c0f1f67e889d9fb05302a7525744bc

S R

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Premier complément a la Publication 512-2 (1976)

COMPOSANTS ELECTROMECANIQUES POUR EQUIPEMENTS
ELECTRONIQUES; PROCEDURES D’ESSAI DE BASE
' ET METHODES DE MESURE
Deuxieme partie: Examen général, essais de continuité électrique
et de Tesistance de contact;
essais d’isolement et essais de contrainte diélectrique

hités d’Etudes
lesure possible

és nationaux.

ime le veeu que tous les Comités natiogaux adoptent
a/CEI, dans la mesure ou les conditiony nationales le
a, CEI et la régle nationale correspondante|doit, dans la

par le Comité d’Etudes N° 48 de la CEI: Composants

dt discuté lors de la réunion tenue 2 Zurich en 1977. A la syite de cette

répdi y j dycument 48(Bureau Central)232, fut soumis a I'approbation des Comités
ndtiona

Les Comité
dq I'éssai 4c:

atibnaux des pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de lg publication

Afrique du Sud (République d’) Hongrie
Allemagne ' Israél
Belgique Italie

Brésil Norvege
Egypte ' ‘ Pays-Bas
Espagne Royaume-Uni
Etats-Unis d’ Amérique Suede
Finlande Suisse

France Turquie


https://iecnorm.com/api/?name=08c0f1f67e889d9fb05302a7525744bc

— 3

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

First supplement to Publication 512-2 (1976)

ELECTROMECHANICAL COMPONENTS FOR ELECTRONIC

EQUIPMENT; BASIC TESTING PROCEDURES
AND MEASURING METHODS

Part 2: General examination, electrical continuity and. contact resistance tests,

1) The formal decxslons or agreements of the IEC on techmcal matters, repa ed

National
consensus

2) They havg
sense.

3) In order t
text of thg
between t
the latter.

insulation-tests-and-veltage-stresstests

Clause 13: Test 4¢: Voltage proof of pre-insulated crin

FOREWORD

hifical €omuhittees on which all

the

ipnal

hat

the
nce
i in

ical

ler

of

This sta
ComponenI
It consti
A draft g
draft, Docy
the Six Mo,
The Nat
Test 4c:
Betgrom Nethertands
Brazil Norway
Egypt South Africa (Republic of)
Finland Spain
France Sweden
Germany Switzerland
Hungary Turkey
Israel United Kingdom

Italy United States of America


https://iecnorm.com/api/?name=08c0f1f67e889d9fb05302a7525744bc

— 4

Premier complément a la Publication 512-2 (1976)

COMPOSANTS ELECTROMECANIQUES POUR EQUIPEMENTS
ELECTRONIQUES; PROCEDURES D’ESSAI DE BASE
ET METHODES DE MESURE

Deuxieme partie: Examen général, essais de continuité électrique
et de résistance de contact,
essais d’isolement et essais de contrainte di¢lectrique

Article 13: Essai 4¢: Tension de tenue pour fiits préisol¢s de sértissage

SECTION QUATRE — ESSAIS DE ] CTRIQUE

Pagp 30
13
Re
13]1  Objet
L’ob e méthode normalisée d’évaluation de I’aptitude des futs

préisolés a du Comité

¢ la feuille

Le fil oue cable, dénudé comme il est spécifié, est monté sur le fiit a sertir, puig serti de la
maniére habituelle. La partie conductrice du contact ou de I'extrémité de la borne pinsi que le
conducteur auquel ces pieces sont raccordées doivent étre scellés, par exemple par de la cire
d’abeilles ou par une autre matiere étanche, en s’assurant que ce revétement ne recouvre pas la
zone de contact déformée par I'outil de sertissage.

* Domaine d’activité du Comité d’Etudes N°48 : Etablir des normes internationales concernant les composants prévus pour
la connexion ou Pinterruption électromécanique et destinés a étre utilisés dans les matériels de télécommunication et les
dispositifs électroniques analogues.

Notes 1. — Ce comité d’études ne traitera pas des connecteurs pour fréquences radioélectriques, qui seront du ressort du
Comité d’Etudes N° 46, de méme que les cables pour fréquences radioélectriques.

2. — Les supports des composants tels que les cristaux ou les tubes électroniques seront traités en collaboration avec
le comité d’études correspondant.
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Clause 13: Test 4¢: Voltage proof of pre-insulated crimp barrels

SECTION FOUR — VOLTAGE S

i/
object of @x ethod to determine the ability of pre-insulatg
barrels to with tion without damage to the insulation. (Scope

cable/wire, stttpped as specified, shall be fitted to the crimp barrel and then crimped
fmal’manner. The conductive area of the contact/terminal end and the end of the conduct

d

T

to which it is attached shall be sealed, for example by bees wax or other suitable sealing compound,
ensuring that the sealing used does not cover the area of the contact deformed by the crimping

tool.

*Scope of Technical Committee No. 48: To prepare international standards regarding components having an inherent
electromechanical connecting or switching function, intended for use in equipment for telecommunication and in
electronic devices employing similar techniques.

Notes 1. — R.F. connectors will not be dealt with by this Technical Committee as they will be covered by Technical
Committee No. 46 together with r.f. cables.
2. — Sockets for components such as crystals or electronic tubes shall be considered in co-operation with the

relevant Technical Committee.
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13.3

13.4

Meéthode d’essai

L’extrémité du spécimen comportant le contact ou la borne est immergée dans une solution
aqueuse de chlorure de sodium a 5% a une profondeur qui permet de recouvrir la marque de
sertissage, mais qui laisse I'extrémité libre non immergée.

Une tension est appliquée entre le spécimen et une électrode immergée, située a 50 mm au
maximum du spécimen. Cette tension est augmentée de fagon réguliere sans dépasser 500 Vis
jusqu’a la tension de tenue spécifiée dans la feuille particuliere ; elle est ensuite maintenue a cette
valeur pendant 60+ 5 s. V

Condition requise

1315

II'ne doit pas se produire de claquage.

Détails a spécifier
Quand Pessai est requis par la feuille particuliére, les dé donnés:

a) préparation du spécimen;

b) cable ou fil a utiliser;

¢) type de l'outil de sertissage et réglage des

d) tension de tenue;

e) toute dérogation a la métho

s
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13.3  Test method

The end of the specimen with the contact/terminal end shall be immersed in a 5% aqueous
sodium chloride solution to a depth such as will cover the crimp indentations but will not immerse
the open end.

A voltage shall be applied between the specimen and an immersed electrode placed ata distance
not more than 50 mm from the specimen. The voltage shall be steadily increased at a rate not
exceeding 500 V/s up to the proof voltage specified in the detail specification and kept at the value
for 605 s.

13.4 Requirement

Thgre shall be no breakdown.

13.5 Detalfs to be specified
When this test is required by the detail specification, the following~det aN be

a) pr¢paration of the specimen;

b) cable/wire to be used;

¢) type and die setting of crimping tool;
d) proof voltage;
e) any deviation from this standard test m¢thod,
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